Cwiczenie A

Mikroskopia oddziatywan sit atomowych (AFM) — jako narzg¢dzie do wizualizacji powierzchni
materiatow nanostrukturalnych.

Prowadzacy: dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz.
Miejsce ¢wiczenia: Wydziat Chemii, ul. Pasteura 1, pokdj 272
Kontakt: e-mail: kmiecz@chem.uw.edu.pl, tel. 22/ 55 26 340

Cel ¢wiczenia:
Zapoznanie si¢ z metodyka prowadzenia pomiarow przy zastosowaniu mikroskopu

oddziatywan sit atomowych (AFM). Zobrazowanie powierzchni roznych materialow
otrzymanych przy wykorzystaniu réznych technik (np. tlenku wolframu, polimerow
przewodzacych, mieszanych uktadéw organiczno-nieorganicznych, nanostruktur). Por6wnanie i
dyskusja uzyskanych wynikéw z technikami mikroskopowymi stosowanymi wcze$nie;j.

Wymagania:

Podstawowe wiadomosci z fizyki, oddzialywania pomiedzy czasteczkami, wlasciwosci
fizyczne i chemiczne polimerdéw przewodzacych, zwigzkéw nieorganicznych: izopolikwasow i
heteropolikwasow wolframu i molibdenu, tlenku wolframu.
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3. Materialy tematyczne dostepne u prowadzacego ¢wiczenie.



